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This paper describes a test data gemeration system for VLSI.This system consists of Toshiba Standard
Test data interface language ( TSTL2 ) . TSTLZ2 compiler . TSTL2 reverse-compiler . a logic/function

simulator interface . a tester interface and Test data Interface File (TIF) at the core . The same

test description in TSTL2 may be compiled to run against logic/function simulations and testers. It

has proved to be an effective tool for cutting testing time.
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FUNCTEST FC1 ;
¢

ENDFUNC ;

DCTEST DC1 ;
4

ENDDC ;

ACTEST  ACI ;
4

ENDAC ; %1 1

TESTER T0S101 ;
#1 3

PROBE  A.B.C.D.E, ,F.G ; 21 4
PACKAGE C.B.A. .F.G. .D.E ;

- __

:PROBE : FRY—EUESOHY
VPACKAGE : /¥ r — I & BB OHT

L

[ SEQUENCE PAT1, (PAT2,PAT3) ; |

ASSIGN A.B.C.D ;

TESTPATT PAT1 ; ASSIGN A.B.C.D ;
ENABLE TSI ; TESTPATT XXXX ;

01 0 1) _ENABLE TSI ;
00 0 0]; 0 1 0 1
ENDTEST ; i 0 00
ASSIGN A.B ; 1 11
1 10
EN ;

TESTPATT PAT2 ;
ENABLE TS1 ;

il
1 11§

ENDTEST ;
ASSIGN C.D ;
TESTPATT PAT3 ;
ENABLE TS1 ;
1 1]
1 04
ENDTEST ;

—

7 5
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TIMING TSI ;
CYCLE 400 ;
4 %Yy 2
ENDTINM ;
TIMING TS2 ;
CYCLE 300 ;
) !
ENDTIM

{

ENABLE TSI ;
¢

ENABLE TS?2 ; 5437
¢

ASSIGN A.B,C.D ;
TESTPATT PATL ;
ENABLE 11 ;

0011 ;
1100 ; #1 6

ENDTEST ;

TESTPATT PATL ; TESTPATT PATL ;

ENABLE TSI ; ENABLE TSI ;
$OF ; —_ 00001111 ;
$O0E ; £ 00001110 ;
$3F ; 00111111 ;
ENDTEST ; ENDTEST ;
» 7
14
0011 ; HBED/ 5 — L THFALB
MEASURE(I) A\B ; ———> IZDWTIIH, IIL ORLE
10121 ; E{THE
%) 8

SUBPATT SUBL(JJJ. KKK, MMMMM) ;
JJJ KKK 000 MMMMM ;

ENDSPATT ;

000 101 111 01010 ;

[__REFER SUBL($7,101,LLHHH) ;

13

o

000 010 111 01010 ;
111 101 000 LLHHH ;
¢

%1 9




DO KKK=000,010,LHH ;
DO JJ-$A.$B :

JJ KKK LHH ;

ENDDO ;

ENDDO ;

o

$A 000 LLH ;
$B 000 LHH ;
$A 010 LHH ;
$B 010 LHH ; #1110
$A LHH LHH ;
$B LHH LHH ;

SHIFT R.1,8,1,7,0 ;
10000000 LHLL ;
ENDSHIFT ;

$%ﬁ #1111

10000000 LHLL ;
01000000 LHLL ;
00100000 LHLL ;
00010000 LHLL ;
00001000 LHLL ;
00000100 LHLL :
00000010 LHLL ;
00000001 LHLL ;
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T3, ¥7 b VOl
0&9 5, :

ASSIGN A3.A2.AL,A0, .B3,B2.B1.BO, ,C3,C2,C1.CO ;
COMPATT CPAT1

ENABLE TS1 ;

(4:0)(8) (4:L) (1) (2:HL) :

(6)HLLH(11) (4:0) ;

(2:10) (L1 11LH ;

ENDCOM ;

[

ASSIGN A3.A2,A1,A0, ,B3.B2.B1.B0, .C3,C2.CL,CO ;

TESTPATT CPAT!L ;
ENABLE TSI ;
0000 LLLL HLHL ;
HLLH 0000 ; w1 2
1010 LILH ;
ENDTEST ;
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REM FC1 ;
REM TESTER PIN-PINNAME ;
REM ( 0) I1 12 18 14 15 H
REM ( 5) 0Ot .02 /Bl . B2 H
REM PACKAGE PIN-PINNAME ;
REM ( 0) I5 14 .13 12 .ll
REM ( 5) 02 .01 B2 Bl
REM DATAHEAD:/FNCHEAD:FC1/SEQHEAD: FCI/PPHEAD FCL ;
0 LSET MA 000001110 ;
1 LSET MB 000001111 ;
2 LSET DA 111110000 ;
REM SUBROUTINE ;
3 LSET 1 000110000 ;
4 LSET RZ 111110000
5 LSET ST 000000000 ;
6 LSET XOR 000000000 ;
ENABLE TSI ;
ENABLE DA.MA ;
24 1 7 SET F 000000000
25 2 8 SET F 000111101
25 3 9 SET F 000011101 ;
ENABLE MB ;
REM TESTER § 10
26 4 10 SET F 010111100 ;
28 5 4l SET FC NORMAL 5 010011011 ;
12 LSET MB 000000000 :
ENABLE MB ;
30 6 13 SET F 000001111 ;
REM SUBROUTINE S1 FROM PATTERN § 2 TO PATTERN § 3 ;
REM REPEAT 5 TIMES FROM PATTERN # 5 TO PATTERN ¢ 5 ;
REM DATAHEAD:/DCCHEAD: DCl/SEQHEAD DC1/PPHEAD:FCL ;
0 LSET MA 000001110
1 LSET MB 000001111 :
2 LSET DA 111110000 ;
3 LSET 1 000110000
4 LSET RZ 111110000 ;
5 LSET ST 000000000 ;
6 LSET XOR 000000000 ;
ENABLE TSI ; 2
ENABLE DA.MA ;
47 1 7 SET F 000000001 ;
54 2 8 SET F 000001100 ;
END ;
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